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But du stage :
Controler l'interaction de la lumiére avec des objets de taille nanométrique est un des fers de

lance de la photonique moderne. Avec le développement de techniques de nanofabrication, la
derniére décennie a donné lieu a une prolifération de nanoparticules optiques de forme et de
composition variées, possédant des propriétés optiques inattendues. Lorsqu'une nanoparticule
se rapproche d'un empilement de couches minces métalliques et/ou diélectriques, de nouveaux
phénomenes optiques peuvent apparaitre di a l'interaction de la nanoparticule avec la
géométrie, tels qu'un trés fort confinement de la lumiére dans de petits volumes ou une
extraction trés efficace de la lumiere confinée dans la structure vers I'espace libre.

L'objet du stage est celui de développer des outils théoriques et numériques permettant de
comprendre l'origine des propriétés optiques exotiques du systéme nanoparticule-interface.
Nous comptons utiliser la méthode des éléments finis et le concept théorique de mode quasi-
normal, récemment introduit en nano-optique par I'équipe de recherche [1]. Le stagiaire
pourra ainsi aborder des concepts avancés en modélisation électromagnétique et participer au
développement de codes de calculs numériques nouveaux.

[1] Q. Bai, M. Perrin, C. Sauvan, J.-P. Hugonin, and P. Lalanne, « Efficient and intuitive
method for the analysis of light scattering by a resonant nanostructure », Opt. Express 21,
27371 (2013). http://dx.doi.org/10.1364/0E.21.027371

Compeétences requises :

- Solides bases théoriques en électromagnétisme ;
- Familiarité avec I'outil de calculs numériques, MATLAB.
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